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Abstrakt: XUV mikroskopie otevírá nové možnosti v biologických a materiálových vě-
dách. Náplní práce bude rešerše mikroskopických metod v oblasti XUV (Etreme
Ultra Violet, EUV and Soft X-Rays, SXR). Dále identifikace vhodných aplikací a
provedení srovnání s ostatními mikroskopickými metodami. Nakonec navržení a se-
stavení kontaktního XUV mikroskop se submikronovým rozlišením. Zdrojem záření
bude vysokoteplotní plazma v laboratoři kapilárního výboje na KFE.
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